












































专利名称(译) 在非侵入性测试和成像中最小化散射和改善组织取样的方法

公开(公告)号 US6420709 公开(公告)日 2002-07-16

申请号 US09/749331 申请日 2000-12-27

[标]申请(专利权)人(译) 光迪股份有限公司

申请(专利权)人(译) OPTIX LP

当前申请(专利权)人(译) OPTIX LP

[标]发明人 BLOCK MYRON J
SODICKSON LESTER

发明人 BLOCK, MYRON J.
SODICKSON, LESTER

IPC分类号 A61B5/00 G01N21/47 G01N21/31 G01N33/487 G01N21/49 G01N21/35 G01J3/02

CPC分类号 A61B5/14532 A61B5/14546 A61B5/14558 G01N21/359 G01N21/4795 G01N21/49 G01N2021/3137

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

已经开发了一种用于光学测试样品中浓度的改进方法和装置。该装置限
制了立体照射角度和立体角度，以消除高比例的散射辐射，同时允许发
射弹道辐射和蛇状辐射。在包含多个散射中心的样本中，这允许对有效
路径长度的变化进行较少的校正，并且允许更容易地校准设备。还公开
了使用偏振辐射作为使样品中的散射辐射最小化的手段。
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